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Logunov, Gennadi; Roi, Mihhail Вопросы теории и проектирования электронных вольтметров и средств их проверки :
тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, [17-18 сентября 1985 года, Таллин] 1985 / с. 54
https://www.ester.ee/record=b1255402*est

Формальный синтез тестов для микропроцессоров
Toomsalu, Arvo; Ubar, Raimund-Johannes XVII областная научно-техническая конференция по вопросам повышения
эффективности и качества систем и средств управления (май 1981 г.): Тезисы докладов 1981 / с. 111-112

Формирование тест-программ для микропроцессорных БИС при автоматическом генерировании тестов
Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 /
с. 78-87

https://www.ester.ee/record=b1305565*est
https://www.ester.ee/record=b1328194*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b
https://www.ester.ee/record=b1295287*est
https://www.ester.ee/record=b1322629*est
https://www.ester.ee/record=b1312255*est
https://www.etera.ee/zoom/121735/view?page=1&p=separate&search=true&tool=search
https://www.ester.ee/record=b1255402*est

